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Beschreibung
GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich allge-
mein auf das Gebiet einer Testausristung zum Tes-
ten gedruckter Schaltungsplatinen und insbesondere
auf Platinentesthalterungen und andere mechani-
sche Schnittstellen zum elektrischen Verbinden von
elektronischen Schaltungskarten, die elektronische
Komponenten und dergleichen aufweisen, mit den
Schnittstellensonden eines Bestlckte-Platine-Tes-
ters.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG
Bestlickte-Platine-Testhalterungen

[0002] Nachdem gedruckite Schaltungsplatinen
(PCBs = printed circuit boards) hergestellt und mit
Komponenten bestuickt wurden und bevor dieselben
verwendet oder in zusammengefligte Produkte plat-
ziert werden kdnnen, sollten dieselben getestet wer-
den, um zu verifizieren, dass alle erforderlichen elek-
trischen Verbindungen ordnungsgemal abgeschlos-
sen wurden und dass alle notwendigen elektrischen
Komponenten in einer ordnungsgemaflen Position
und mit einer ordnungsgemafien Ausrichtung an der
Platine angebracht oder befestigt wurden. Andere
Grunde zum Testen von gedruckten Schaltungsplati-
nen bestehen darin, zu bestimmen und zu verifizie-
ren, ob die ordnungsgemaflen Komponenten ver-
wendet wurden und ob dieselben den ordnungsge-
maRen Wert aufweisen. Es ist ferner notwendig, zu
bestimmen, ob sich jede Komponente ordnungsge-
maRk (d.h. gemal der Spezifikation) verhalt. Einige
elektrische Komponenten und elektromechanische
Komponenten erfordern eventuell ferner eine Einstel-
lung nach einer Installation.

[0003] Ein Bestlickte-Platine-Testen weist komple-
xe gemultiplexte Testerressourcen auf und ist zum
Sondieren geldteter Anschlussleitungen, Durchkont-
aktierungen und Testanschlussflachen an bestlickten
Platinen mit Oberseiten- und Unterseitenkomponen-
ten in der Lage. Ein Bestlickte-Platine-Testen um-
fasst analoge und digitale Tests, wie beispielsweise
Tests auf eine elektrische Konnektivitat, eine Span-
nung, einen Widerstandswert, eine Kapazitat, eine
Induktivitat, eine Schaltungsfunktion, eine Vorrich-
tungsfunktion, eine Polaritat, ein Vektortesten, ein
vektorloses Testen und ein Schaltungsfunktionstes-
ten. Ein Bestickte-Platine-Testen erfordert einen
sehr niedrigen Kontaktwiderstand zwischen den
Testzielen und den Halterungskomponenten.

[0004] Fortschritte bei einer Schaltungsplatinen-
und Elektronische-Komponente-Hausungstechnolo-
gie haben die Sondenbeabstandungsforderungen,
die an eine Bestuckte-Platine-Testausristung gestellt

werden, héher geschraubt. Eine bestehende Techno-
logie des Stands der Technik erfordert eine Bestlick-
te-Platine-Testausristung, die zum Zugreifen auf
Testziele in der Lage ist, die um 1,27 mm [50 tau-
sendstel Zoll] oder weniger (von Mitte zu Mitte) beab-
standet sind, wobei Testziele physische Merkmale an
einer PCB oder einer elektronischen Komponente
sind, die wahrend eines Testens sondiert werden
kénnen. Eine der groRten Herausforderungen, der
Hersteller einer Bestickte-Platine-Testausrustung
nun und zuklnftig gegenuber stehen, ist eine hohe
falsche Fehler- und Testfehlfunktionsrate, die durch
physische und elektrische Kontaktprobleme bewirkt
wird. Diese Probleme werden durch bestehende Hal-
terungsbeschrankungen bei einer Sondierungs-
genauigkeit, einen Sondierungsabstand  (Mit-
te-zu-Mitte-Beabstandung) und eine Oberflachenver-
unreinigung-verscharft.

[0005] Wenn Komponenten- und Platinengeometri-
en schrumpfen und dichter werden, wird ein Besttick-
te-Platine-Testen unter Verwendung von Standard-
halterungen schwieriger. Bestehende kurzdrahtige
Bestlickte-Platine-Halterungen kénnen Testziele mit
einem Durchmesser von gréf3er oder gleich 890 ym
[35tausendstel Zoll] und mit einem Abstand von gro-
Rer oder gleich 1,9 mm [75tausendstel Zoll] konsis-
tent treffen. Ziele, die kleiner oder enger beabstandet
sind, kdnnen auf Grund untragbarer Komponenten-
und Systemtoleranzstapelungen nicht mit Konsistenz
sondiert werden.

[0006] Eine Vielfalt von Testhalterungen war bisher
zum Testen von bestlickten Platinen an einer Tes-
tausristung verfigbar. Ein Testobjekt (DUT = device
under test) verkorpert typischerweise eine PCB, die
mit elektronischen Komponenten und einer elektroni-
schen Hardware bestlickt ist. Fig. 1 zeigt eine her-
kdmmliche kurzdrahtige Bestiickte-Platine-Halte-
rung, die aus einem DUT 108 mit einem Aufen-
schichtentwurf, einem standardmaRigen 106 oder
variablen 118 Bearbeitungsstift fiir eine Ausrichtung,
einer Sondenschutzplatte 104, Standardfedersonden
120, deren Spitzen 116 Testzielpositionen 110 und
112 genau entsprechen, Abstandhaltern 114, um die
Ablenkung des DUT unter einer Vakuumbelastung zu
begrenzen, einer Sondenbefestigungsplatte 102, in
der die Federsonden 120 installiert sind, Personlich-
keitsanschlussstiften  (Messfunktionsanschlussstif-
ten) 100, die mit den Federsonden 120 verdrahtet
sind, und einer Ausrichtungsplatte 122 besteht, die
die Drahtwickelenden der Persodnlichkeitsanschluss-
stifte 100 in ein regelmalig beabstandetes Muster
ausrichtet, so dass sich dieselben mit Schnittstellen-
sonden 124, die in dem Tester (nicht gezeigt) befes-
tigt sind, in einer Linie ausrichten kdnnen. Beachte:
Eine Federsonde ist eine Standardvorrichtung, die
haufig durch die Testgemeinde verwendet wird und
die elektrische Signale leitet und eine Kompressions-
feder und einen Kolben enthalt, die sich relativ zu der
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Trommel und/oder dem Sockel bewegen, wenn die-
selben betatigt werden. Eine feste Sonde leitet eben-
falls elektrische Signale, aber weist keine zusatzli-
chen Teile auf, die sich wahrend einer Betatigung re-
lativ zueinander bewegen.

[0007] Wahrend eines Tests wird das DUT 108
durch ein Vakuum oder eine andere bekannte me-
chanische Einrichtung heruntergezogen, um die Spit-
zen 116 der Federsonden 120 zu berthren.

[0008] Die Sockel der Standardfedersonden 120
sind mit den Personlichkeitsanschlussstiften 100 ver-
drahtet und eine Ausrichtungsplatte 122 schleust die
langen, flexiblen Persoénlichkeitsanschlussstiftspit-
zen 126 in ein regelmafig beabstandetes Muster. Die
Spitzen 126 der Persdnlichkeitsanschlussstifte 100
berthren die Schnittstellensonden 124, die in dem
Tester (nicht gezeigt) positioniert sind. Sobald ein
elektrischer Kontakt zwischen dem DUT 108 und
dem Tester eingerichtet ist, kann ein schaltungsinter-
nes oder funktionales Testen beginnen. Die Anmel-
dungsnotiz 340-1 der Hewlett-Packard Company mit
dem Titel ,Reducing Fixture-Induced Test Failures",
(gedruckt im Dezember 1990 und erhaltlich von der
Hewlett-Packard Company in Palo Alto, Kalifornien),
offenbart eine Kurzdrahthalterung und ist hierin im
Hinblick auf alles, was dieselbe lehrt, aufgenommen.
Das US-Patent Nummer 4,771,234 mit dem Titel ,Va-
cuum-Actuated Test Fixture" von Cook et al. offenbart
eine Langdrahthalterung.

[0009] Fig.2 zeigt eine herkdmmliche Halterung,
die versucht, Probleme eines begrenzten Zugriffs
wahrend eines Testens anzusprechen. Der Ausdruck
Lbegrenzter Zugriff' bezieht sich auf etwas, was auf
Grund physischer Einschrankungen oder Beschran-
kungen nicht ohne weiteres erreicht werden kann
oder auf das nicht ohne weiteres zugegriffen werden
kann. Eine PCB mit begrenzten Zugriff kann bei-
spielsweise viele Ziele enthalten, die zu eng beab-
standet sind, um unter Verwendung einer bestehen-
den Halterungstechnologie genau zu sondieren. Der
Ausdruck ,Standardzugriff" bezieht sich auf das, was
unter Verwendung einer bestehenden Halterungs-
technologie erreicht werden kann oder auf das zuge-
griffen werden kann. Die Halterung von Fig. 2 be-
steht aus einem DUT 206 mit Testanschlussflachen
208 und 210, einem Bearbeitungsstift 204, einer Son-
denschutzplatte 202, Standardfedersonden 214 und
216, die in einer Sondenbefestigungsplatte installiert
sind, und kurzen Sonden 212 und 220, die allgemein
als ,ULTRALIGN"-Sonden (Ultralign ist eine eingetra-
gene Marke von TTI Testron, Inc.) bezeichnet werden
und die direkt in der Sondenschutzplatte installiert
sind. Auf eine Betatigung hin driicken die Standard-
federsonden 216 und 214, die in der Sondenbefesti-
gungsplatte positioniert sind, gegen die schweben-
den Kolben der ,ULTRALIGN"-Sonden 212 und 220.
Diese kurzen Kolben werden aufwarts gedrickt, um

die Testziele 208 und 210 zu berihren, wahrend die
Sockel 218 und 222 fest innerhalb der Sonden-
schutzplatte 202 bleiben. Eine ,ULTRALIGN"-Halte-
rung kann eine Mischung von Federsonden zum
Sondieren von Standardzugriffszielen und ,ULTRA-
LIGN"-Sonden zum Sondieren von Begrenzt-Zu-
griff-Zielen enthalten.

[0010] Trotz mdglicher Vorteile derselben kann die
»,ULTRALIGN"-Halterung teuer sein und sondiert kei-
ne Ziele mit einem Abstand von weniger als 1,27 mm
[50 tausendstel Zoll]. Eine ,ULTRALIGN"-Halterung
gestattet lediglich eine begrenzte Sondenbewegung,
was in einer schlechten Konnektivitat zwischen den
Sonden 212 und 220 und den Testzielen 208 und 210
resultieren kann. Ferner sind diese Sonden kostspie-
lig und erfordern eine aufwandige Wartung, um abge-
nutzte oder kaputte ,ULTRALIGN"-Sonden zu erset-
zen. Ein Beispiel dieses Halterungstyps ist in dem
US-Patent Nummer 5,510,772 mit dem Titel ,Test
Fixture for Printed Circuit Boards" an Seavey offen-
bart.

[0011] Fig.3 zeigt eine herkdmmliche Geflihr-
te-Sonde-Schutzplattenhalterung. Geflihrte-Son-
de-Schutzplatten werden bei standardmaRigen Be-
stuckte-Platine-Testhalterungen verwendet, um die
Zeigegenauigkeit von Federsonden zu verbessern.
Diese Platten enthalten kegelférmige Durchgangslo-
cher, die die Spitzen von Federsonden zu den Test-
zielen hin fihren oder schleusen. Eine derartige Hal-
terung besteht aus einer Sondenbefestigungsplatte
300 mit Standardfedersonden 312 und 314, einer Ge-
fuhrte-Sonde-Schutzplatte 302 mit Abstandhaltern
310 und kegelférmigen Léchern 316 zum Fihren der
Federsonden zu den Testzielen 306 und 308 an dem
DUT 304. Zusatzliche Herstellungsschritte und eine
erhéhte Halterungswartung sind auf Grund einer er-
héhten Abnutzung an den Sonden und der Sonden-
befestigungsplatte erforderlich und allgemein kénnen
lediglich schmale Sondenspitzenarten verwendet
werden. Obwohl eine Sondierungsgenauigkeit bei
diesem Verfahren etwas verbessert ist, kdnnen Ziele
mit einer Mitte-zu-Mitte-Beabstandung von weniger
als 1,9 mm [75 tausendstel Zoll] nicht zuverlassig
sondiert werden.

Unbestickte-Platine-Testhalterungen

[0012] Ein Unbestlckte-Platine-Testen sondiert
Testanschlussflachen, Durchkontaktierungen und
plattierte Durchgangslocher lediglich an unbestiick-
ten gedruckten Schaltungsplatinen und prift im Hin-
blick auf eine elektrische Konnektivitat und Kontinui-
tat zwischen verschiedenen Testpunkten in den
Schaltungen an den gedruckten Schaltungsplatinen,
bevor irgendwelche Komponenten an der Platine be-
festigt sind. Ein typischer Unbestlickte-Platine-Tester
enthalt Testelektronik mit einer groRen Anzahl von
Schaltern, die Testsonden mit entsprechenden Test-
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schaltungen in dem elektronischen Testanalysator
verbinden.

[0013] Wahrend ein Bestlickte-Platine-Testen ein
Vorhandensein, eine ordnungsgemafe Ausrichtung
oder eine Funktionalitat einer elektronischen Kompo-
nente bestimmen kann, prift ein Unbestlckte-Plati-
ne-Testen lediglich auf eine elektrische Kontinuitat an
PCBs ohne Komponenten hin. Ein Unbestlickte-Pla-
tine-Testen erfordert nicht den sehr niedrigen Kon-
taktwiderstandswert, den ein Bestlckte-Platine-Tes-
ten erfordert, und ein Unbestickte-Platine-Testen
verwendet auch keine hochentwickelten und komple-
xen gemultiplexten Testerressourcen, die spezifi-
schen Zielobjekten und Schaltungen an dem Testob-
jekt zugewiesen sein mussen.

[0014] In den vorhergehenden Jahren wurden
PCBs entworfen und hergestellt, so dass die Merk-
male derselben in einem regelmalig beabstandeten
Muster resident waren. Wahrend eines Testens wur-
de die PCB direkt auf einem regelmaflig beabstande-
ten Muster von Schnittstellensonden platziert, die in
dem Tester positioniert sind. Da PCB- und Kompo-
nentengeometrien schrumpften, konnten PCB-Merk-
male nicht mehr in einem regelmaRig beabstandeten
Muster platziert und direkt durch Schnittstellenson-
den sondiert werden. Eine Unbestlickte-Platine-Hal-
terung wurde entwickelt, die lange, schiefe, feste
Testsonden verwendete, um elektrische Verbindun-
gen zwischen kleinen, eng beabstandeten, zufallig
positionierten Zielobjekten an der PCB und regelma-
Rig beabstandeten Schnittstellensonden, die in dem
Tester positioniert sind, zu liefern. Unter anderem
stellen Circuit Check, Inc. (Maple Grove, Minnesota),
Everett Charles Technologies (Pomona, Kalifornien)
und Mania Testerion, Inc. (Santa Ana, Kalifornien)
Unbestlickte-Platine-Testhalterungen her, die heute
haufig an Unbestlickte-Platine-Testern verwendet
werden.

[0015] Obwohl jeder Unbestiickte-Platine-Halte-
rungsbauer eindeutige Komponenten und Herstel-
lungsprozesse verwendet, gleichen die meisten Un-
bestlickte-Platine-Halterungen Fig. 4 und umfassen
regelmafig beabstandete Federsonden 414 an ei-
nem Tester und lange, feste Testsonden 402 und
416, die durch mehrere Schichten von Fuhrungsplat-
ten 400, die mit kleinen Durchgangsléchern gebohrt
sind, eingebracht und mit Abstandhaltern 410 in einer
voneinander beabstandeten Weise gehalten sind.
Das Bett von Standardfedersonden 414 betatigt die
festen Testsonden 402 und 416. Die langen, festen
Sonden kénnen vertikal oder in einem Winkel in die
Fihrungsplatten eingebracht sein, um einen einfa-
chen Ubergang zwischen der Beabstandung mit fei-
nem Abstand oder sehr engen Beabstandung von
Testanschlussflachen 404 und 406 an der PCB-Seite
der Halterung und der Beabstandung mit gréfkerem
Abstand der Federsonden an der Testerseite der Hal-

terung zu ermdglichen. Eine derartige Unbestiick-
te-Platine-Halterung ist in dem US-Patent Nummer
5,493,230 mit dem Titel ,Retention of Test Probes in
Translator Fixtures" an Swart et al. offenbart.

[0016] Bestehende Unbestlickte-Platine-Halterun-
gen konnen Testziele mit groRer oder gleich 0,508
mm [20 tausendstel Zoll] Durchmesser mit einem Ab-
stand (Mitte-zu-Mitte-Beabstandung) gréRer oder
gleich 0,508 mm [20 tausendstel Zoll] konsistent tref-
fen. Leider ist es nicht moglich, Unbestickte-Plati-
ne-Halterungen direkt an einem Bestlickte-Plati-
ne-Tester zu verwenden, weil es viele eindeutige
Merkmale gibt, die die Unbestlckte-Platine-Testaus-
rustung direkt inkompatibel mit einer Bestlckte-Plati-
ne-Testausristung machen.

[0017] Unbestickte-Platine-Halterungen sind nicht
entworfen, um PCBs aufzunehmen, die mit elektroni-
schen Komponenten bestiickt sind; es kdnnen ledig-
lich PCB-Merkmale sondiert werden, die bindig mit
Bezug auf die PCB sind (Anschlussflachen, Durch-
kontaktierungen und plattierte Durchgangslécher).
Unbestlickte-Platine-Tester werden verwendet, um
die Konnektivitdt und Kontinuitat von Testpunkten
und einer Schaltungsanordnung in einer PCB zu be-
stimmen. Anders als Unbestickte-Platine-Tester
kénnen Bestlckte-Platine-Tester keinen hdheren
elektrischen Widerstandswert zwischen einem Ziel-
objekt an einer PCB und der Testerelektronik tolerie-
ren. Bestlickte-Platine-Halterungen mussen Verbin-
dungen und Schnittstellen mit niedrigem Wider-
standswert zwischen Zielobjekten, Halterungskomp-
onenten und Testerelektronik liefern. Anders als Be-
stiickte-Platine-Tester kdnnen Unbestlickte-Plati-
ne-Tester nicht bestimmen, ob eine Komponente
oder eine Gruppe von Komponenten vorhanden ist
und ordnungsgemaR funktioniert.

[0018] Die Beabstandung von Unbestlckte-Plati-
ne-Testerschnittstellensonden betragt naherungs-
weise 1,27 mm [0,050 Zoll] mal 1,27 mm [0,050 Zoll]
oder 2,54 mm [0,100 Zoll] mal 2,54 mm [0,100 Zoll],
wahrend die Beabstandung von Testerschnittstellen-
sonden von Hewlett-Packard naherungsweise 3,81
mm [0,150 Zoll] mal 8,9 mm [0,350 Zoll] betragt. Die
Sondenbeabstandung von Unbestiickte-Platine-Hal-
terungen, die entworfen sind, um an Unbestick-
te-Platine-Tester zu passen, ist nicht kompatibel zu
der Schnittstellensondenbeabstandung des Bestiick-
te-Platine-Testers von Hewlett-Packard. Unbestuck-
te-Platine-Halterungen verschieben ein Zielobjekt an
der zu testenden PCB zu der nahegelegensten
Schnittstellensonde in dem Unbestlckte-Platine-Tes-
ter. Bestiickte-Platine-Testerressourcen missen je-
doch spezifischen Zielobjekten und Schaltungen ein-
deutig zugewiesen und mit denselben verbunden
sein. Bei einem Bestlickte-Platine-Testen ist eventu-
ell die nahegelegenste Schnittstellensonde nicht ge-
eignet fir ein gegebenes Zielobjekt. Unbestiick-
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te-Platine-Halterungen kénnen kein eindeutiges elek-
trisches Leiten (Routing) zu benachbarten, nicht be-
nachbarten und entfernten Testerressourcen liefern;
kénnen keine entfernten Ressourcen erreichen; und
kdnnen nicht die komplexen Bestuickte-Platine-Res-
sourcenleitmuster liefern, die durch eine bestlickte
gedruckte Schaltungsplatine benétigt werden.

[0019] Der Ausdruck ,unsauber" bezieht sich auf
den nicht leitfahigen Lotmittelflussrest, der an ge-
druckten Schaltungsanordnungen bleibt, nachdem
Komponenten angebracht wurden. Wenn diese Ver-
unreinigung nicht entfernt wird, liefern unsaubere
Zielobjekte, oder Zielobjekte, die mit diesem nicht
leitfahigen Oberflachenrest beschichtet sind, einen
schlechten elektrischen Kontakt und sind schwierig
zu testen. Ferner zwingen Industrietrends, wie bei-
spielsweise ein Hausen kleinerer Komponenten und
dichtere PCBs, Elektronikhersteller, einer kleineren
Mitte-zu-Mitte-Zielobjektbeabstandung und Zielob-
jekten mit kleinem Durchmesser zu begegnen. Diese
Herausforderungen erfordern eine verbesserte Be-
stuckte-Platine-Testhalterung, die zum Liefern eines
zuverlassigen, konsistenten schaltungsinternen und
funktionalen Schaltungstestens gedruckte Schal-
tungsanordnungen durch ein Sondieren der kleine-
ren, enger beabstandeten Zielobjekte an heutigen
unsauberen, bestlickten gedruckten Schaltungsplati-
nen in der Lage ist, wahrend zur gleichen Zeit Durch-
kontaktierungen und Testanschlussflachen an be-
stiickten Platinen mit Ober- und Unterseitenkompo-
nenten sondiert werden und auf eine elektrische Kon-
nektivitdt, eine Spannung, einen Widerstandswert,
eine Kapazitat, eine Induktivitédt, eine Schaltungs-
funktion, eine Vorrichtungsfunktion, eine Polaritat,
getestet wird, ein Vektortesten, ein vektorloses Tes-
ten und Schaltungsfunktionstesten durchgefihrt
wird.

[0020] Hersteller einer Bestlckte-Platine-Ausrius-
tung und Halterungsbauer haben mehrere Zubehdr-
teile und Produkte entworfen, um die Testbarkeit klei-
ner Zielobjekte mit feinem Abstand zu verbessern,
aber kein Entwurf hat die physischen und elektri-
schen Kontaktprobleme vollstandig geldst und ist
gleichzeitig preislich konkurrenzfahig und einfach zu
bauen und zu warten geblieben. Es besteht ein Be-
darf nach einer derartigen verbesserten Bestlick-
te-Platine-Geflihrte-Sonde-Testhalterung, die physi-
sche und elektrische Probleme 16st, die auf ein Tes-
ten mit begrenztem Zugriff bezogen sind, preislich
konkurrenzfahig ist, die hochentwickelten Ressour-
cenzuweisungen aufnimmt, die durch ein Bestuck-
te-Platine-Testen erforderlich sind, und relativ einfach
und gunstig zu bauen und zu warten ist. Es besteht
ein weiterer Bedarf nach einer derartigen verbesser-
ten Bestuckte-Platine-Geflihrte-Sonde-Testhalte-
rung, die eine verbesserte Sondierungsgenauigkeit,
eine verbesserte Unsauber-Testbarkeit und eine ver-
besserte Feinabstand-Sondierfahigkeit aufweist.

[0021] Die DE 195 07 127 A offenbart ein Adapter-
system fur eine Verwendung in Verbindung mit einer
Testausristung zum Testen von bestiickten gedruck-
ten Schaltungsplatinen. Das Adaptersystem weist
drei parallele Flihrungsplatten auf, die Durchgangslo-
cher zum Fihren von Federsonden aufweisen. Ein
Ende der Federsonden ist angeordnet, um Testziele
an den bestuckten gedruckten Schaltungsplatinen zu
berihren. Das andere Ende jeder Federsonde ist
zum Einrichten eines elektrischen Kontakts mit Kon-
taktanschlussflachen angepasst, die an einer Seite
einer Platte angeordnet sind. Diese Kontaktan-
schlussflachen sind mit Kontaktanschlussflachen
verbunden, die an der anderen Oberflache der Platte
angeordnet sind, und angeordnet, derart, dass
Schnittstellensonden der Testausristung einen elek-
trischen Kontakt mit denselben einrichten. Bei dem
Ausfihrungsbeispiel von Fig. 13 dieser Druckschrift
sind die Federsonden durch zwei in Reihe (seriell)
angeordnete Federsonden ersetzt, wobei eine der in
Reihe angeordneten Federsonden in einer der Flh-
rungsplatten geflhrt ist, wahrend die andere Feder-
sonde in zwei anderen Fuhrungsplatten gefuhrt ist.

[0022] Die vorliegende Erfindung basiert auf der
Aufgabe eines Schaffens einer Bestickte-Plati-
ne-Geflihrte-Sonde-Testhalterung, die eine verbes-
serte Sondierungsgenauigkeit, eine verbesserte Un-
sauber-Testbarkeit und eine verbesserte Feinab-
stand-Sondierungsfahigkeit aufweist.

[0023] Diese Aufgabe wird durch eine Testhalterung
gemaf Anspruch 1 gelost.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0024] Die obigen und andere Aufgaben, Merkmale
und Vorteile der vorliegenden Erfindung werden
durch ein Lesen der folgenden genaueren Beschrei-
bung der Erfindung klarer, die in Verbindung mit den
folgenden Zeichnungen vorgelegt ist, in denen:

[0025] Fig. 1 eine weggeschnittene Ansicht einer
herkdmmlichen Kurzdraht-Testhalterung zeigt;

[0026] Fig.2 eine weggeschnittene Ansicht einer
herkdmmlichen Ultraausrichtungstesthalterung zeigt;

[0027] Fig. 3 eine weggeschnittene Ansicht einer
herkdmmlichen Geflhrte-Sonde-Schutzplatte zeigt;

[0028] Fig. 4 eine weggeschnittene Ansicht einer
herkémmlichen Unbestlickte-Platine-Verschie-
ber-Testhalterung zeigt;

[0029] Fig.5 eine weggeschnittene Ansicht eines
ersten Ausflhrungsbeispiels einer Bestlickte-Plati-
ne-Geflihrte-Sonde-Testhalterung gemaf der vorlie-
genden Erfindung und ein zweites Ausfiihrungsbei-
spiel einer Bestickte-Platine-Geflhrte-Sonde-Test-
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halterung zeigt, die fir das Verstandnis der vorliegen-
den Erfindung nutzlich sind;

[0030] Fig. 6 eine weggeschnittene Ansicht eines
dritten Ausflhrungsbeispiels einer Bestlickte-Plati-
ne-Gefuhrte-Sonde-Testhalterung zeigt, die nutzlich
fur das Verstandnis der vorliegenden Erfindung ist;

[0031] Fig. 7 eine weggeschnittene Ansicht eines
vierten Ausfihrungsbeispiels einer Bestlickte-Plati-
ne-Gefuhrte-Sonde-Testhalterung zeigt, die nutzlich
fur das Verstandnis der vorliegenden Erfindung ist;
und

[0032] Fig. 8 eine weggeschnittene Ansicht eines
funften und sechsten Ausfuhrungsbeispiels einer Be-
stuckte-Platine-Gefuhrte-Sonde-Testhalterung zeigt,
die nutzlich fur das Verstandnis der vorliegenden Er-
findung ist.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DES BEVOR-
ZUGTEN AUSFUHRUNGSBEISPIELS

[0033] Mit Bezug auf das schematische Blockdia-
gramm von Fig. 5 sind ein erstes Ausfuhrungsbei-
spiel einer Bestickte-Platine-Geflhrte-Sonde-Test-
halterung gemaf der vorliegenden Erfindung und ein
zweites Ausflhrungsbeispiel einer Bestlickte-Plati-
ne-Geflihrte-Sonde-Testhalterung, das fliir das Ver-
standnis der vorliegenden Erfindung nutzlich ist, ge-
zeigt. Die Testhalterung des ersten Ausfilihrungsbei-
spiels weist zwei Hauptanordnungen auf. Die erste
Anordnung 540 ist eine Verschieberhalterung, die
eine Reihe von vertikal beabstandeten und parallelen
Fuhrungsplatten 516 aufweist, die durch feste Stut-
zen 522, die die Halterung als eine feste Einheit zu-
sammenhalten, parallel getragen sind. Die schiefen
Sonden 526 befinden sich an einer ersten Seite der
Verschieberhalterung 540 in Ausrichtung mit Testzie-
len (Testzielobjekten) 520 einer gedruckten Schal-
tungsplatine 518. Die schiefen Sonden 526 befinden
sich an einer zweiten Seite der Verschieberhalterung
540 in Ausrichtung mit Federsonden 514 an einer
ersten Seite einer Sondenbefestigungsplatte 524.
Die langen, schiefen Sonden 526 werden verwendet,
um einen einfachen Ubergang von den Zielobjekten
520 mit feinem Abstand an dem Testobjekt 518 und
Zielobjekten (den Federsonden 514) mit groflerem
Abstand an der Sondenbefestigungsplatte 524 zu er-
moglichen.

[0034] Sondenbefestigungsplatten sind auf dem
Gebiet gut bekannt; eine derartige Platte ist eine Son-
denbefestigungsplatte, die aus einem glasverstark-
ten Epoxid hergestellt ist. Persdnlichkeitsanschluss-
stifte (Messfunktionsanschlussstifte) 528 sind an ei-
ner zweiten Seite der Sondenbefestigungsplatte 524
eingebettet und die Personlichkeitsanschlussstifte
sind durch Drahte 530 elektrisch mit den Federson-
den 514 verbunden. Die Drahtwickelstitzen 532 der

Personlichkeitsanschlussstifte 528 durchlaufen Lo-
cher in einer Ausrichtungsplatte 534, um einen Kon-
takt mit Schnittstellensonden 500 zu dem Tester
(nicht gezeigt) herzustellen. Die Schnittstellensonden
500 des Testers befinden sich in einem vorbestimm-
ten, festen, regelmafig beabstandeten Muster. Die
Ausrichtungsplatte 534 richtet die Drahtwickelstitzen
532 der Personlichkeitsanschlussstifte 528 aus, um
der vorbestimmten Position der Schnittstellensonden
500 zu entsprechen. Die zweite Hauptanordnung 542
des ersten Ausflihrungsbeispiels ist die Einheit der
Sondenbefestigungsplatte 524, die Federsonden 514
und Persoénlichkeitsanschlussstifte 528 und die Aus-
richtungsplatte 543 enthalt, die die Drahtwickelstut-
zen 532 der Personlichkeitsanschlussstifte 528 mit
den Schnittstellensonden 500 ausrichtet.

[0035] Eine genaue Ausrichtung der Testhalterung
ist fir einen zuverlassigen Betrieb wesentlich. Eine
Ausrichtung flr die gedruckte Schaltungsplatine 518
zu der Verschieberhalterung 540 wird mittels Bear-
beitungsstiften (nicht gezeigt) beibehalten, was auf
dem Gebiet eines Platinentests gut bekannt ist. Eine
Ausrichtung zwischen der Verschieberhalterung 540
und der Sondenbefestigungsplatte 524 wird mittels
Ausrichtungsstiften (nicht gezeigt) oder einer ande-
ren bekannten Einrichtung beibehalten. Eine Aus-
richtung zwischen der Ausrichtungsplatte 534 und
den Schnittstellensonden 500 ist durch die Befesti-
gungs- und Verriegelungshardware gesteuert, die auf
dem Gebiet eines Bestlickte-Platine-Tests gut be-
kannt ist.

[0036] Das Betriebsverfahren der Testhalterung ist
wie folgt. Die Verschieberanordnung 540 wird an der
Sondenbefestigungsplatten-/Ausrichtungsplattenan-
ordnung 542 befestigt. Die gesamte Halterung, die
die Verschieberhalterung 540 und die Sondenbefes-
tigungsplatten-/Ausrichtungsplattenanordnung 542
umfasst, wird dann an den regelmafig beabstande-
ten Schnittstellensonden 500 an dem Tester befes-
tigt. Als nachstes wird die bestiickte gedruckte Schal-
tungsplatine 518, die getestet werden soll, an der
Verschieberhalterungsanordnung 540 mittels Bear-
beitungsstiften (nicht gezeigt) platziert. Die Testziele
520 der bestlckten gedruckten Schaltungsplatine
518 werden dann in Kontakt mit den schiefen Sonden
526 der Verschieberhalterungsanordnung 540 durch
irgendeine von mehreren bekannten Einrichtungen
gebracht, einschlief3lich einer Vakuum-, pneumati-
schen oder mechanischen Betatigungseinrichtung.
Wenn die gedruckte Schaltungsplatine 518 zu dem
Tester (nicht gezeigt) hin gezogen wird, sind die
schiefen Sonden 526 zwischen den Testzielen 520
der gedruckten Schaltungsplatine 518 und den Fe-
dersonden 514 sandwichartig angeordnet, wobei so
ein guter Kontakt mit niedrigem Widerstandswert zwi-
schen den Spitzen der schiefen Sonden 526 und den
Testzielen 520 hergestellt ist. Die Federkraft der Fe-
dersonden 514 hilft, dass die Spitzen der schiefen
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Sonden 526 einen guten Kontakt mit den Testorten
520 herstellen, selbst falls ein Flussrest auf Grund
aktueller, unsauberer Bestlickte-Platine-Herstel-
lungsprozesse an der gedruckten Schaltungsplatine
Ubrig ist. Sobald ein elektrischer Kontakt zwischen
dem DUT und den schiefen Sonden 526 eingerichtet
ist, kann ein schaltungsinternes oder ein Funktions-
testen beginnen.

[0037] Die Testhalterung des zweiten Ausflihrungs-
beispiels, das flir das Verstandnis der vorliegenden
Erfindung nitzlich ist, weist zwei Hauptanordnungen
auf. Die erste Anordnung 546 ist eine Verschieberhal-
terung, die eine Reihe von vertikal beabstandeten
und parallelen Fihrungsplatten 516 aufweist, die
durch feste Stitzen 522, die die Halterung als eine
feste Einheit zusammenhalten, parallel getragen
sind. Die Halterung 546 umfasst ein Array von Ver-
schieberstiften, wie beispielsweise die schiefen Son-
den 526, die sich durch Fiihrungslécher in den Ver-
schieberplatten 516 erstrecken. Die schiefen Sonden
526 befinden sich an einer ersten Seite der Verschie-
berhalterung in Ausrichtung mit Testzielen 520 an der
gedruckten Schaltungsplatine 518. Die schiefen Son-
den 526 befinden sich an einer zweiten Seite der Ver-
schieberhalterung 546 in Ausrichtung mit doppelkop-
figen Federsonden 508 an einer ersten Seite einer
Sondenbefestigungsplatte 506.

[0038] Die doppelkdpfigen Federsonden 508 erstre-
cken sich durch eine zweite Seite der Sondenbefes-
tigungsplatte 506 und stellen einen elektrischen Kon-
takt mit Kontaktanschlussflachen 512 an einer ge-
druckten Schaltungsplatine mit drahtloser Schnitt-
stelle (WIPCB = wireless Interface printed circuit
board) 502 her. Die Kontaktanschlussflachen 512 an
der ersten Seite der PCB 502 sind elektrisch mit Kon-
taktzielen 504 an einer zweiten Seite der PCB 502
verbunden. Die Kontaktziele 504 an der zweiten Sei-
te der Drahtlosschnittstellen-PCB 502 sind struktu-
riert, um Schnittstellensonden 500 des Testers (nicht
gezeigt) zu entsprechen. Die Schnittstellensonden
500 des Testers sind in einem vorbestimmten, festen,
regelmaflig beabstandeten Muster. Die Draht-
los-schnittstellen-PCB 502 ermdglicht, dass die dop-
pelseitigen Federsonden 508 mittels Kupferleiterbah-
nen von den Kontaktanschlussflachen 512, die den
Positionen der doppelkdpfigen Federsonden 508 ent-
sprechen, zu Kontakizielen 504, die den Positionen
der Schnittstellensonden 500 des Testers entspre-
chen, vorbestimmten Positionen der Schnittstellen-
sonden 500 entsprechen. Die zweite Hauptanord-
nung 548 des zweiten Ausfiihrungsbeispiels, das fir
das Verstandnis der vorliegenden Erfindung nutzlich
ist, ist die Einheit der Sondenbefestigungsplatte 506,
die die doppelseitigen Federsonden 508 und die
Drahtlosschnittstellen-PCB 502 enthalt, die die dop-
pelseitigen Federsonden 508 mit den Schnittstellen-
sonden 500 ausrichtet.

[0039] Eine Ausrichtung der gedruckten Schal-
tungsplatine 518 mit der Verschieberhalterung 546 ist
mittels Bearbeitungsstiften (nicht gezeigt) beibehal-
ten, was auf dem Gebiet eines Platinentests gut be-
kannt ist. Eine Ausrichtung zwischen der Verschie-
berhalterung 546 und der Sondenbefestigungsplatte
ist mittels Ausrichtungsstiften (nicht gezeigt) oder ei-
ner anderen bekannten Einrichtung beibehalten.
Eine Ausrichtung zwischen der Sondenbefestigungs-
platte 506 und der Drahtlosschnittstellen-PCB 502 ist
mittels Ausrichtungsstiften (nicht gezeigt) oder durch
eine andere bekannte Einrichtung beibehalten. Eine
Ausrichtung zwischen der Drahtlosschnittstel-
len-PCB 502 und den Schnittstellensonden 500 ist
durch eine Befestigungs- und Verriegelungshard-
ware gesteuert, die auf dem Gebiet eines Bestlck-
te-Platine-Tests gut bekannt ist.

[0040] Das Betriebsverfahren der Testhalterung ist
wie folgt. Die Verschieberanordnung 546 wird an der
Sondenbefestigungsplatten-/Schnittstellen-PCB-An-
ordnung 548 befestigt. Die gesamte Halterung, die
die Verschieberanordnung 546 und die Sondenbe-
festigungsplatten-/Schnittstellen-PCB-Anordnung

548 umfasst, wird dann an den regelmaRig beabstan-
deten Schnittstellensonden 500 an dem Tester befes-
tigt. Als nachstes wird die bestiickte gedruckte Schal-
tungsplatine 518, die getestet werden soll, an der
Verschieberhalterungsanordnung 546 mittels Bear-
beitungsstiften (nicht gezeigt) platziert. Die Testziele
520 der bestlickten gedruckten Schaltungsplatine
518 werden dann durch irgendeine von mehreren be-
kannten Einrichtungen, einschlieRlich einer Vakuum-,
pneumatischen oder mechanischen Betatigungsein-
richtung, zu dem Tester hin gebracht. Wenn die ge-
druckte Schaltungsplatine 518 zu dem Tester hin ge-
zogen wird, sind die schiefen Sonden 526 zwischen
den Testzielen 520 der gedruckten Schaltungsplatine
518 und den doppelkdpfigen Federsonden 508 sand-
wichartig angeordnet, wobei so ein guter Kontakt mit
niedrigem Widerstandswert zwischen den Spitzen
der schiefen Sonden 526 und den Testzielen 520 her-
gestellt ist. Die Federkraft der doppelkdpfigen Feder-
sonden 508 hilft, dass die Spitzen der schiefen Son-
den 526 einen guten Kontakt mit den Testorten 520
herstellen, selbst falls ein Flussrest auf Grund aktuel-
ler, unsauberer Gedruckte-Platine-Herstellungspro-
zesse an der gedruckten Schaltungsplatine Ubrig ist.

[0041] Mit Bezug auf das schematische Blockdia-
gramm von Fig. 6 ist ein drittes Ausfiihrungsbeispiel
einer Bestlckte-Platine-Gefiihrte-Sonde-Testhalte-
rung gezeigt, das fir das Verstandnis der vorliegen-
den Erfindung nutzlich ist. Die meisten der Kompo-
nenten und Merkmale von Fig. 6 sind den Kompo-
nenten und Merkmalen von Eig. 5 ahnlich, sind mit
den gleichen Nummern wie in Eig. 5 nummeriert und
sind nicht erneut erlautert. Der Hauptunterschied zwi-
schen den Ausfuhrungsbeispielen von Eig.5 und
den Ausflihrungsbeispielen von Eig. 6 besteht in den
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unterschiedlichen Typen von Testsonden, die ver-
wendet werden, wie es unten erlautert wird.

[0042] Die Testhalterung des dritten Ausflihrungs-
beispiels, das flir das Verstandnis der vorliegenden
Erfindung nitzlich ist, weist zwei Hauptanordnungen
auf. Die erste Anordnung 640 ist eine Verschieberhal-
terung, ahnlich der Anordnung 540 in Fig. 5, die eine
Reihe von vertikal beabstandeten und parallelen
Fuhrungsplatten 516 aufweist, die durch feste Stut-
zen 522, die die Halterung als eine feste Einheit zu-
sammenhalten, parallel getragen sind. Die Halterung
umfasst ferner ein Array von verschiedenen, langen,
schiefen oder vertikalen Testsonden, die sich durch
Flhrungslocher in den Verschieberfihrungsplatten
516 erstrecken. Die Testsonden befinden sich an ei-
ner ersten Seite der Verschieberhalterung 640 in
Ausrichtung mit Testzielen 520 der bestlckten Schal-
tungsplatine 518. Die Testsonden befinden sich an ei-
ner zweiten Seite der Verschieberhalterung 640 in
Ausrichtung mit Zielen mit groRerem Abstand an ei-
ner ersten Seite einer Sondenbefestigungsplatte
524.

[0043] Personlichkeitsanschlussstifte 528 sind an
einer zweiten Seite der Sondenbefestigungsplatte
524 eingebettet und die Personlichkeitsanschlussstif-
te 528 sind durch Drahte 530 mit den verschiedenen
Testsonden elektrisch verbunden. Die Drahtwickel-
stitzen 532 der Personlichkeitsanschlussstifte 528
durchlaufen Lécher in einer Ausrichtungsplatte 534,
um einen Kontakt mit Schnittstellensonden 500 zu
dem Tester (nicht gezeigt) herzustellen. Die Schnitt-
stellensonden 500 des Testers sind in einem vorbe-
stimmten, festen, regelmaRig beabstandeten Muster.
Die Ausrichtungsplatte 534 richtet die Drahtwickel-
stitzen 532 der Personlichkeitsanschlussstifte 528
aus, um der vorbestimmten Position der Schnittstel-
lensonden 500 zu entsprechen. Die zweite Hauptan-
ordnung 642 des dritten Ausflihrungsbeispiels, das
fur das Verstandnis der vorliegenden Erfindung nitz-
lich ist, ist die Einheit der Sondenbefestigungsplatte
524, die die verschiedenen Testsonden und Person-
lichkeitsanschlussstifte 528 enthalt, und der Ausrich-
tungsplatte 534, die die Drahtwickelstitzen 532 der
Personlichkeitsanschlussstifte 528 mit den Schnitt-
stellensonden 500 ausrichtet.

[0044] Auf Begrenzt-Zugriff-Ziele 520 wird durch ir-
gendeinen von verschiedenen Typen langer, schiefer
oder vertikaler Testsonden 600, 604, 608, 612, 620,
622, 626, 650, 652, 656, 660, 664 und 690 zugegrif-
fen, die sich durch Lécher in den Fihrungsplatten
516 erstrecken. Die langen Testsonden 600, 604,
608, 612, 620, 622, 626, 650, 652, 656, 660, 664 und
690 werden verwendet, um einen leichten Ubergang
von den Zielen 520 mit feinem Abstand an dem Test-
objekt 518 und Zielen mit gréRerem Abstand an der
Sondenbefestigungsplatte 524 zu ermdglichen, die
verwendet werden, um die Testsonden 600, 604,

608, 612, 620, 622, 626, 650, 652, 656, 660, 664 und
690 mit den Personlichkeitsanschlussstiften 528 in
der Sondenbefestigungsplatte 524 elektrisch zu ver-
binden. Sondenbefestigungsplatten sind auf dem
Gebiet gut bekannt; eine derartige Platte ist eine
glasverstarkte Epoxidsondenbefestigungsplatte.

[0045] Eine Langsockel-Federtestsonde 600 um-
fasst einen Kolben 602, der sich von einem sehr lan-
gen Sockel/einer sehr langen Trommel erstreckt,
der/die vertikal oder in einem Winkel in der Sonden-
befestigungsplatte 524 installiert ist und sich durch
Loécher in den Fuhrungsplatten 516 erstreckt. Press-
ringe 676 kdnnen an der Basis des Sockels positio-
niert sein, der in der Sondenbefestigungsplatte 524
installiert ist. Die Pressringe 676 helfen, den Sockel
der Testsonde 600 sicher in der Sondenbefesti-
gungsplatte 524 zu halten. Die Spitze des Kolbens
602 entspricht der Position eines entsprechenden
Testziels 520 bei dem DUT 518. Der lange Sockel der
Testsonde 600 enthalt eine Federkrafteinrichtung,
um die Spitze des Kolbens 602 in einem Kompressi-
onskontakt mit einem entsprechenden Testziel 520
des DUT 518 zu halten, wenn das DUT 518 in einen
Kompressionskontakt mit demselben gebracht ist.
Eine Drahtwickelstitze 678 der Testsonde 600 er-
streckt sich durch die Sondenbefestigungsplatte 524
von einer einer ersten Seite zugewandten Verschie-
berhalterung 640 zu einer einer zweiten Seite zuge-
wandten Ausrichtungsplatte 534. Die Drahtwickel-
stitze 678 der Testsonde 600 ist mittels einer Draht-
wickelung 530 elektrisch mit einem entsprechenden
Persoénlichkeitsanschlussstift 528 an der zweiten Sei-
te der Sondenbefestigungsplatte 524 verbunden.
Ferner kann der Sockel der Testsonde 600 bei spezi-
fischen vorbestimmten Tiefen innerhalb der Sonden-
befestigungsplatte 524 installiert sein, um eindeutige
Sonden- und Zielgeometrien und -héhen aufzuneh-
men.

[0046] Eine Kurzsockel-Federtestsonde 604 um-
fasst einen sehr langen Kolben, der sich von einem
kurzen Sockel/einer kurzen Trommel 606 erstreckt,
der/die vertikal in der Sondenbefestigungsplatte 524
installiert ist. Der Kolben kann vertikal oder in einem
Winkel mit Bezug auf den Sockel 606 sitzen. Der Kol-
ben der Testsonde 604 erstreckt sich durch Lécher in
den Fuhrungsplatten 516. Die Spitze der Testsonde
604 entspricht der Position eines entsprechenden
Testziels 520 an dem DUT 518. Pressringe 680 hel-
fen, den Sockel 606 sicher in der Sondenbefesti-
gungsplatte 524 befestigt zu halten. Eine Drahtwi-
ckelstlitze 682 des Sockels 606 erstreckt sich durch
die Sondenbefestigungsplatte 524 von der ersten
Seite zu der zweiten Seite. Die Drahtwickelstiitze 682
der Testsonde 604 ist mittels einer Drahtwickelung
530 elektrisch mit einem entsprechenden Personlich-
keitsanschlussstift 528 an der zweiten Seite der Son-
denbefestigungsplatte 524 verbunden. Der Sockel
606 enthalt eine Federkrafteinrichtung, um die Spitze
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des Kolbens in einem Kompressionskontakt mit ei-
nem entsprechenden Testziel 520 zu halten, wenn
das DUT 518 in eine Ineingriffnahme mit demselben
gebracht ist. Ferner kann der Sockel 606 der Test-
sonde 604 bei spezifischen vorbestimmten Tiefen in-
nerhalb der Sondenbefestigungsplatte 524 installiert
sein, um eindeutige Sonden- und Zielgeometrien und
-héhen aufzunehmen.

[0047] Eine Testsonde 608 umfasst einen festen
Kolben, der sich von innerhalb einer selbstbetatigen-
den Federsonde erstreckt, die einen Sockel/eine
Trommel 610 mit einer Federkrafteinrichtung im Inne-
ren desselben/derselben umfasst. Die Testsonde 608
sitzt auf einem entsprechenden Personlichkeitszap-
fen 672, der in der Sondenbefestigungsplatte 524 in-
stalliert ist. Der feste Kolben erstreckt sich durch Lo6-
cher in den Fiihrungsplatten 516. Die Spitze des Kol-
bens entspricht der Position eines entsprechenden
Testziels 520 an dem DUT 518. Der Personlichkeits-
zapfen 672 erstreckt sich durch die Sondenbefesti-
gungsplatte 524 von der ersten Seite, die der Ver-
schieberhalterung 640 zugewandt ist, zu einer zwei-
ten Seite, die der Ausrichtungsplatte 534 zugewandt
ist. Der Personlichkeitszapfen 672 ist mittels einer
Drahtwickelung 530 elektrisch mit dem Persénlich-
keitsanschlussstift 528 an der zweiten Seite der Son-
denbefestigungsplatte 524 verbunden.

[0048] Eine Testsonde 612 umfasst einen Kolben
614, der sich von einem langen Sockel erstreckt, der
ein flaches, abgerundetes oder zugespitztes Ende
684 aufweist, das auf einem entsprechenden Kurz-
draht-Persdnlichkeitszapfen 672 sitzt. Der lange So-
ckel erstreckt sich durch Lécher in den Flihrungsplat-
ten 516. Die Spitze des Kolbens 614 entspricht der
Position eines entsprechenden Testziels 520 an dem
DUT 518. Der lange Sockel umfasst eine Federein-
richtung, die die Spitze des Kolbens 614 in einem
Kompressionskontakt mit dem entsprechenden Test-
ziel 520 halt, wenn das DUT 518 in einen Kontakt mit
derselben gebracht ist. Der Personlichkeitszapfen
672 erstreckt sich durch die Sondenbefestigungsplat-
te 524 von der ersten Seite zu der zweiten Seite. Der
Personlichkeitszapfen 672 ist mittels einer Drahtwi-
ckelung 530 elektrisch mit einem Persdnlichkeitsan-
schlussstift 528 an der zweiten Seite der Sondenbe-
festigungsplatte 524 verbunden.

[0049] Eine Testsonde 620 umfasst einen langen
Kolben, der sich von einer ersten Seite eines doppel-
seitigen Sockels/einer doppelseitigen Trommel 616
durch die Fihrungsplatten 516 erstreckt. Die Test-
sonde 620 umfasst ferner einen kurzen Kolben 618,
der sich von einer zweiten Seite des doppelkdpfigen
Sockels 616 erstreckt und auf einem entsprechenden
Kurzdraht-Persoénlichkeitszapfen 672 sitzt. Der dop-
pelkopfige Sockel 616 umfasst eine Federkraftein-
richtung, die die Spitze des Kolbens der Testsonde
620 in einem Kompressionskontakt mit einem ent-

sprechenden Testziel 520 und die Spitze des Kolbens
618 in einem Kompressionskontakt mit einem Per-
sonlichkeitszapfen 672 halt, wenn das DUT 518 in ei-
nen Kontakt mit denselben gebracht ist. Der Person-
lichkeitszapfen 672 erstreckt sich durch die Sonden-
befestigungsplatte 524 von der ersten Seite zu der
zweiten Seite. Der Personlichkeitszapfen 672 ist mit-
tels einer Drahtwickelung 530 elektrisch mit einem
Persodnlichkeitsanschlussstift 528 an der zweiten Sei-
te der Sondenbefestigungsplatte 524 verbunden.

[0050] Eine Testsonde 622 umfasst einen festen
Kolben, der sich von innerhalb eines Waffelende-So-
ckels/einer Waffelende-Trommel 624 erstreckt, die
auf einer Personlichkeitsstiitze 674 liegt, die in der
Sondenbefestigungsplatte 524 installiert ist. Der Waf-
felende-Sockel 624 umfasst eine Federkrafteinrich-
tung zum Halten der Spitze des Kolbens in einem
Kompressionskontakt mit einem entsprechenden
Testziel 520, wenn das DUT 518 in einen Kontakt mit
derselben gebracht ist. Die Personlichkeitsstiitze 674
erstreckt sich durch die Sondenbefestigungsplatte
524 von der ersten Seite, die der Verschieberhalte-
rung 640 zugewandt ist, zu einer zweiten Seite, die
der Ausrichtungsplatte 534 zugewandt ist. Die Per-
sonlichkeitsstiitze 674 ist mittels einer Drahtwicke-
lung 530 elektrisch mit dem entsprechenden Person-
lichkeitsanschlussstift 528 derselben an der zweiten
Seite der Sondenbefestigungsplatte 524 verbunden.

[0051] Eine Testsonde 626 umfasst eine feste Son-
de, die auf einer Federsonde 638, die in der Sonden-
befestigungsplatte 524 installiert ist, liegt und durch
dieselbe betatigt ist. Die Federsonde 638 enthalt eine
Federkrafteinrichtung zum Halten der Spitze der fes-
ten Sonde in einem Kompressionskontakt mit einem
entsprechenden Testziel 520, wenn das DUT 518 in
einen Kontakt mit derselben gebracht ist. Die Feder-
sonde 638 erstreckt sich durch die Sondenbefesti-
gungsplatte 524 von der ersten Seite, die der Ver-
schieberhalterung 640 zugewandt ist, zu einer zwei-
ten Seite, die der Ausrichtungsplatte 534 zugewandt
ist. Die Federsonde 638 ist mittels einer Drahtwicke-
lung 530 elektrisch mit dem entsprechenden Person-
lichkeitsanschlussstift 528 derselben an der zweiten
Seite der Sondenbefestigungsplatte 524 verbunden.
Die Federsonde 638 kann ferner Pressringe umfas-
sen, wie es oben mit Bezug auf die Testsonden 600
und 604 beschrieben ist.

[0052] Eine Testsonde 650 umfasst einen festen
Kolben mit einer eingebauten Feder 636. Die Test-
sonde 650 ist eine einzige Einheit und derselben fehlt
ein Gehause oder ein Sockel. Die Testsonde 650 sitzt
auf einem entsprechenden Kurzdraht-Personlich-
keitszapfen 672 und erstreckt sich durch Lécher in
den Fuhrungsplatten 516. Eine Spitze der Testsonde
650 ist durch die Federkraft der Feder 636 in einem
Kompressionskontakt mit einem entsprechenden
Testziel 520 des DUT 518 gehalten, wenn das DUT
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518 in einen Kontakt mit derselben gebracht ist. Der
Personlichkeitszapfen 672 erstreckt sich durch die
Sondenbefestigungsplatte 524 von der ersten Seite
zu der zweiten Seite. Der Personlichkeitszapfen 672
ist durch eine Drahtwickelung 530 elektrisch mit ei-
nem Personlichkeitsanschlussstift 528 an der zwei-
ten Seite der Sondenbefestigungsplatte 524 verbun-
den.

[0053] Eine Testsonde 652 umfasst einen Kolben
654, der sich von einer ersten Seite eines langen,
doppelseitigen Sockels erstreckt. Die Testsonde 652
umfasst ferner einen kurzen Kolben 686, der sich von
einer zweiten Seite des doppelseitigen Sockels er-
streckt und auf einem entsprechenden Personlich-
keitszapfen 672 sitzt. Der doppelseitige Sockel um-
fasst eine Federkrafteinrichtung, die die Testsonde
652 kompressionsmafig zwischen dem Testziel 520
und dem Personlichkeitszapfen 672 halt, wenn das
DUT 518 in einen Kompressionskontakt mit dersel-
ben gebracht ist. Der Personlichkeitszapfen 672 er-
streckt sich durch die Sondenbefestigungsplatte 524
von der ersten Seite zu der zweiten Seite. Der Per-
sonlichkeitszapfen 672 ist mittels einer Drahtwicke-
lung 530 elektrisch mit einem Persdnlichkeitsan-
schlussstift 528 an der zweiten Seite der Sondenbe-
festigungsplatte 524 verbunden.

[0054] Eine Testsonde 656 umfasst eine feste Son-
de, die auf einer Federsonde 658 liegt, die auf einem
entsprechenden Personlichkeitszapfen 672 liegt. Es
ist zu beachten, dass, da weder die feste Sonde noch
die Federsonde 658 in der Sondenbefestigungsplatte
524 installiert sind, sich die feste Sonde durch zumin-
dest zwei Fuhrungsplatten 516 erstrecken muss und
sich die Federsonde 658 durch zumindest zwei Fih-
rungsplatten 516 erstrecken muss, um die Position
der Testsonde 656 wirksam beizubehalten. Die Spit-
ze der festen Sonde der Testsonde 656 ist durch die
Federkraft der Federsonde 658 in einem Kompressi-
onskontakt mit einem entsprechenden Testziel 520
gehalten, wenn das DUT 518 in einen Kontakt mit
derselben gebracht ist. Der Personlichkeitszapfen
672 erstreckt sich durch die Sondenbefestigungsplat-
te 524 von der ersten Seite zu der zweiten Seite. Der
Personlichkeitszapfen 672 ist mittels einer Drahtwi-
ckelung 530 elektrisch mit einem Personlichkeitsan-
schlussstift 528 an der zweiten Seite der Sondenbe-
festigungsplatte 524 verbunden.

[0055] Eine Testsonde 660 umfasst einen Kolben
662, der sich von einer ersten Seite eines langen So-
ckels erstreckt. Die Testsonde 660 umfasst ferner ein
Drahtwickelende 688, das sich von einer zweiten Sei-
te des Sockels erstreckt und auf einem entsprechen-
den Personlichkeitszapfen 672 sitzt. Der Sockel um-
fasst eine Federkrafteinrichtung, die die Testsonde
660 kompressionsmaRig zwischen dem Testziel 520
und dem Kontaktpersonlichkeitszapfen 672 halt,
wenn das DUT 518 in einen Kompressionskontakt

mit derselben gebracht ist. Der Personlichkeitszap-
fen 672 erstreckt sich durch die Sondenbefestigungs-
platte 524 und ist mittels einer Drahtwickelung 530
elektrisch mit dem Persodnlichkeitsanschlussstift 528
verbunden.

[0056] Eine Testsonde 664 umfasst eine flexible,
feste Sonde, die sich durch Lécher in den Fuhrungs-
platten 516 erstreckt. Die Testsonde 664 weist ein
erstes Ende, das ein entsprechendes Testziel 520 an
dem DUT 518 berilhrt, und ein zweites Ende auf, das
einen entsprechenden Personlichkeitszapfen 672 an
der Sondenbefestigungsplatte 524 berlhrt. Die L6-
cher in den Fiihrungsplatten 516 sind an vorbestimm-
ten Positionen positioniert, derart, dass, wenn sich
die Testsonde 664 in einem Kompressionskontakt mit
einem entsprechenden Testziel 520 des DUT 518
und einem entsprechenden Personlichkeitszapfen
672 der Sondenbefestigungsplatte 524 befindet, sich
die Testsonde 664 kompressionsmalfig biegt, aber
einen Kontakt mit dem entsprechenden Testziel 520
und dem Persoénlichkeitszapfen 672 derselben beibe-
halt. Der Personlichkeitszapfen 672 der Testsonde
664 erstreckt sich durch die Sondenbefestigungsplat-
te 524 und ist mittels einer Drahtwickelung 530 elek-
trisch mit dem entsprechenden Persoénlichkeitsan-
schlussstift 528 derselben verbunden.

[0057] Eine Testsonde 690 umfasst eine lange, fes-
te Sonde, die eine Spitze an einem ersten Ende, die
ein entsprechendes Testziel 520 an dem DUT 518
berihrt, und eine Kugel 692 an einem zweiten Ende
aufweist, die mit einem Kolben 694 einer Federsonde
696 zusammenpasst, die in der Sondenbefesti-
gungsplatte 524 befestigt ist. Die Federsonde 696
enthalt eine Federkrafteinrichtung, um die Spitze der
Sonde in einem Kompressionskontakt mit einem ent-
sprechenden Testziel 520 zu halten, wenn das DUT
518 in einen Kompressionskontakt mit derselben ge-
bracht ist. Die Federsonde 696 erstreckt sich durch
die Sondenbefestigungsplatte 524 und ist mittels ei-
ner Drahtwickelung 530 elektrisch mit dem entspre-
chenden Personlichkeitsanschlussstift 528 derselben
verbunden.

[0058] Die Testsonden 600, 604, 608, 612, 620,
622, 626, 650, 652, 656, 660, 664 und 690 befinden
sich an der ersten Seite der Verschieberhalterung
640 in einer Ausrichtung mit Testzielen 520 der zu
testenden bestickten Schaltungsplatine 518. Die
Testsonden 600, 604, 608, 612, 620, 622, 626, 650,
652, 656, 660, 664 und 690 befinden sich an der
zweiten Seite der Verschieberhalterung 640 in Aus-
richtung mit Testzielen mit gréRerem Abstand.

[0059] Eine Ausrichtung des DUT 518 mit der Ver-
schieberhalterung 640 ist mittels Bearbeitungsstiften
(nicht gezeigt) beibehalten, was auf dem Gebiet ei-
nes Platinentests gut bekannt ist. Eine Ausrichtung
zwischen der Verschieberhalterung 518 und der Son-
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denbefestigungsplatte 524 ist mittels Ausrichtungs-
stiften (nicht gezeigt) oder einer anderen bekannten
Einrichtung beibehalten. Eine Ausrichtung zwischen
der Ausrichtungsplatte 534 und den Schnittstellen-
sonden 500 ist durch die Befestigungs- und Verriege-
lungshardware gesteuert, die auf dem Gebiet eines
Bestlickte-Platine-Tests gut bekannt ist.

[0060] Das Betriebsverfahren der Testhalterung ist
wie folgt. Die Verschieberanordnung 640 wird an der
Sondenbefestigungsplatten-/Ausrichtungsplattenan-
ordnung 642 befestigt. Die gesamte Halterung, die
die Verschieberhalterung 640 und die Sondenbefes-
tigungsplatten-/Ausrichtungsplattenanordnung 642
umfasst, wird dann an den regelmafig beabstande-
ten Schnittstellensonden 500 an dem Tester befes-
tigt. Als nachstes wird die bestiickte gedruckte Schal-
tungsplatine 518, die getestet werden soll, mittels Be-
arbeitungsstiften (nicht gezeigt) an der Verschieber-
halterungsanordnung 640 platziert. Die Testziele 520
der bestlckten gedruckten Schaltungsplatine 518
werden dann durch irgendeine von mehreren be-
kannten Einrichtungen, einschlief3lich einer Vakuum-,
pneumatischen oder mechanischen Betatigungsein-
richtung, in Kontakt mit den Testsonden 600, 604,
608, 612, 620, 622, 626, 650, 652, 656, 660, 664 und
690 der Verschieberhalterungsanordnung 640 ge-
bracht.

[0061] Wenn die gedruckte Schaltungsplatine 518
zu dem Tester (nicht gezeigt) hin gezogen wird, sind
die Testsonden 600, 604, 608, 612, 620, 622, 626,
650, 652, 656, 660, 664 und 690 zwischen den Test-
zielen 520 des DUT 518 und der Sondenbefesti-
gungsplatte 524 sandwichartig angeordnet, wobei so
ein guter Kontakt mit niedrigem Widerstandswert zwi-
schen den Spitzen der Testsonden 600, 604, 608,
612, 620, 622, 626, 650, 652, 656, 660, 664 und 690
und den Begrenzt-Zugriff-Testzielen 520 hergestellt
ist. Die Wischhandlung der Spitzen der schiefen Test-
sonden 600, 604, 608, 612, 620, 622, 626, 650, 652,
656, 660, 664 und 690 (iber die Ziele 520 und die Fe-
derkraft der verschiedenen Testsonden 600, 604,
608, 612, 620, 622, 626, 650, 652, 656, 660, 664 und
690 hilft, dass die Spitzen der Testsonden 600, 604,
608, 612, 620, 622, 626, 650, 652, 656, 660, 664 und
690 einen guten Kontakt mit den Testzielen 520 her-
stellen, selbst falls ein Flussrest auf Grund eines ak-
tuellen, unsauberen Bestulckte-Platine-Herstellungs-
prozesses an der gedruckten Schaltungsplatine tbrig
ist. Sobald ein elektrischer Kontakt zwischen dem
DUT und den verschiedenen, entsprechenden Test-
sonden eingerichtet ist, kann ein schaltungsinternes
oder ein Funktionstesten beginnen.

[0062] Es gibt eigentlich zwei erwartete Verfahren,
um einen vollstandigen elektrischen Kontakt zwi-
schen den Testzielen und den Schnittstellensonden
an dem Tester einzuleiten. Ein Verfahren betrifft ein
Platzieren des DUT 518 direkt an den Spitzen der

Testsonden und ein anschlieRendes Dricken des
DUT 518 und der Fiihrungsplatten 522 zu der Son-
denbefestigungsplatten-/Ausrichtungsplattenanord-
nung 642 hin, wobei die Verschieberhalterungsein-
heit 640 und die Sondenbefestigungsplatten-/Aus-
richtungsplatteneinheit 642 der Halterung mit Bear-
beitungsstiften ausgerichtet sind, aber sich in die ver-
tikale Richtung mit Bezug zueinander bewegen kon-
nen. Das zweite Verfahren betrifft ein Platzieren des
DUT 518 direkt an den Spitzen der Testsonden und
ein anschliellendes Driicken des DUT 518 zu der ge-
samten Halterung hin, wobei der Verschieberab-
schnitt 640 und der Sondenbefestigungsplat-
ten-/Ausrichtungsplattenabschnitt 642 durch Ab-
standhalter (nicht gezeigt) fest aneinander gesichert
sind. Wenn das DUT 518 in einen Kompressionskon-
takt mit der Testhalterung gebracht wird, behalt die
Federkraft der verschiedenen Testsonden einen
Kompressionskontakt zwischen jeder der Testson-
den und dem entsprechenden Testziel derselben un-
geachtet der variierenden Hohe und Geometrien der
unterschiedlichen Testziele 520 des DUT 518 bei.

[0063] Die vorgeschlagene Testhalterung der vorlie-
genden Erfindung kann eine Mischung von Standard-
zugriff- und Begrenzt-Zugriff-Zielen 534 sondieren.
Lange, schiefe oder vertikale Testsonden 600, 604,
608, 612, 620, 622, 626, 650, 652, 656, 660, 664 und
690, Fihrungsplatten 522 und eine begrenzte Son-
denspitzenbewegung verbessern die Fahigkeit der
Testhalterung, kleine Ziele 520 mit feinem Abstand zu
sondieren. Persdnlichkeitsanschlussstifte 528 und
eine Ausrichtungsplatte 534 liefern eine komplexe
Testerressourcenzuteilung.

[0064] Mit Bezug auf Fig. 7 weist die Testhalterung
des vierten Ausflihrungsbeispiels, das flr das Ver-
standnis der vorliegenden Erfindung nuitzlich ist, zwei
Hauptanordnungen auf. Die erste Anordnung 746 ist
eine Verschieberhalterung ahnlich der Anordnung
546 in Eig. 5, die eine Reihe von vertikal beabstande-
ten und parallelen Flihrungsplatten 516 aufweist, die
durch feste Stitzen 522, die die Halterung als eine
feste Einheit zusammenhalten, parallel getragen
sind. Die Halterung umfasst ferner ein Array von ver-
schiedenen, langen, schiefen oder vertikalen Test-
sonden, die sich durch Fuhrungslécher in den Ver-
schieberplatten 516 erstrecken. Die Testsonden be-
finden sich an einer ersten Seite der Verschieberhal-
terung 746 in Ausrichtung mit Testzielen 520 der be-
stiickten Schaltungsplatine 518. Die Testsonden be-
finden sich an einer zweiten Seite der Verschieber-
halterung 746 in Ausrichtung mit Kontaktanschluss-
flachen 512 mit gréRerem Abstand an einer ersten
Seite einer gedruckten Schaltungsplatine mit drahtlo-
ser Schnittstelle (WIPCB) 502.

[0065] Die Kontaktanschlussflachen 512 an der ge-
druckten Schaltungsplatine 502 mit drahtloser
Schnittstelle sind elektrisch mit Kontaktzielen 504 an
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einer zweiten Seite der WIPCB 502 verbunden. Die
Kontaktziele 504 an der zweiten Seite der WIPCB
502 sind strukturiert, um den Schnittstellensonden
500 des Testers (nicht gezeigt) zu entsprechen. Die
Schnittstellensonden 500 des Testers sind in einem
vorbestimmten, festen, regelmaflig beabstandeten
Muster. Die WIPCB 502 ermdglicht, dass die ver-
schiedenen Begrenzt-Zugriff-Testsonden mittels Lei-
terbahnen (nicht gezeigt) von den Kontaktanschluss-
flachen 512, die den Positionen der Testsonden ent-
sprechen, zu den Kontaktzielen 504, die den Positio-
nen der Schnittstellensonden 500 des Testers ent-
sprechen, vorbestimmten Positionen der Schnittstel-
lensonden 500 entsprechen. Die zweite Hauptanord-
nung 748 des vierten Ausflihrungsbeispiels, das flr
das Verstandnis der vorliegenden Erfindung nutzlich
ist, ist die gedruckte Schaltungsplatine 502 mit draht-
loser Schnittstelle, die die Begrenzt-Zugriff-Testson-
den mit den Schnittstellensonden 500 ausrichtet.

[0066] Auf die Begrenzt-Zugriff-Testziele 520 wird
durch irgendeinen von verschiedenen Typen langer,
schiefer oder vertikaler Testsonden 708, 712, 720,
722,750, 752, 756, 760 und 764 zugegriffen, die sich
durch Locher in den FUhrungsplatten 516 erstrecken.
Die Testsonden 708, 712, 720, 722, 750, 752, 756,
760 und 764 werden verwendet, um einen einfachen
Ubergang von den Zielen 520 mit feinem Abstand an
dem Testobjekt 518 zu den Zielen 512 mit gréRerem
Abstand an der WIPCB 502 zu ermdglichen, die Uber
Kupferleiterbahnen (nicht gezeigt) elektrisch mit Kon-
taktanschlussflachen 504 verbunden sind.

[0067] Eine Testsonde 708 umfasst einen festen
Kolben, der sich von innerhalb einer selbstbetatigen-
den Federsonde erstreckt, die einen Sockel 710 mit
einer Federkrafteinrichtung im Inneren desselben
umfasst. Die Testsonde 708 sitzt auf einer entspre-
chenden Kontaktanschlussflache 512 an der WIPCB
502. Die Spitze des festen Kolbens der Testsonde
708 ist durch die Federkrafteinrichtung in dem Sockel
710 in einem Kompressionskontakt mit einem ent-
sprechenden Testziel 520 gehalten, wenn das DUT
518 in einen Kompressionskontakt mit derselben ge-
bracht ist. Die Kontaktanschlussflache 512 ist mittels
einer Kupferleiterbahn (nicht gezeigt) mit einem Test-
ziel 504 an der zweiten Seite der WIPCB 502 verbun-
den.

[0068] Eine Testsonde 712 umfasst einen Kolben
714, der sich von einem langen Sockel erstreckt, der
ein flaches, abgerundetes oder zugespitztes Ende
784 aufweist, das auf einer entsprechenden Kontak-
tanschlussflache 512 an der WIPCB sitzt. Der lange
Sockel erstreckt sich durch Lécher in den Flhrungs-
platten 516. Eine Spitze des Kolbens 714 entspricht
der Position eines entsprechenden Testziels 520 an
dem DUT 518. Der lange Sockel umfasst eine Feder-
einrichtung, die die Spitze des Kolbens 714 in einem
Kompressionskontakt mit dem entsprechenden Test-

ziel 520 halt, wenn das DUT 518 in einen Kompressi-
onskontakt mit derselben gebracht ist. Eine Kontakt-
anschlussflache 512 ist mittels einer Kupferleiter-
bahn (nicht gezeigt) elektrisch mit einem Testziel 504
an der zweiten Seite der WIPCB 502 verbunden.

[0069] Eine Testsonde 720 umfasst einen langen
Kolben, der sich durch die Fihrungsplatten 516 von
einer ersten Seite des doppelkdpfigen Sockels/der
doppelkdpfigen Trommel 716 erstreckt. Die Testson-
de 720 umfasst ferner einen kurzen Kolben 718, der
sich von einer zweiten Seite des doppelkopfigen So-
ckels 716 erstreckt und auf einer entsprechenden
Kontaktanschlussflache 512 an der WIPCB sitzt. Der
doppelkdpfige Sockel 716 umfasst eine Federkraft-
einrichtung, die die Spitze des Kolbens der Testson-
de 720 in einem Kompressionskontakt mit einem ent-
sprechenden Testziel 520 und die Spitze des Kolbens
718 in einem Kompressionskontakt mit der entspre-
chenden Kontaktanschlussflache 512 derselben an
der WIPCB 502 halt, wenn das DUT 518 in einen
Kompressionskontakt mit denselben gebracht ist. Die
Kontaktanschlussflache 512 ist mittels einer Kupfer-
leiterbahn (nicht gezeigt) elektrisch mit einem Kon-
taktziel 504 an der zweiten Seite der WIPCB 502 ver-
bunden.

[0070] Eine Testsonde 722 umfasst einen festen
Kolben, der sich von innerhalb eines Waffelende-So-
ckels/einer Waffelende-Trommel 724 erstreckt, die
auf einer Kontaktanschlussflache 512 an der WIPCB
liegt. Der Waffelende-Sockel 724 umfasst eine Fe-
derkrafteinrichtung zum Halten der Testsonde 722 in
einem Kompressionskontakt zwischen dem entspre-
chenden Testziel 520 derselben und der entspre-
chenden Kontaktanschlussflache 512 an der WIPCB
derselben, wenn das DUT 518 in einen Kompressi-
onskontakt mit derselben gebracht ist. Die Kontakt-
anschlussflache 512 ist mittels einer Kupferleiter-
bahn (nicht gezeigt) elektrisch mit einem Kontaktziel
504 an der zweiten Seite der WIPCB 502 verbunden.

[0071] Eine Testsonde 750 umfasst einen Kolben
mit einer eingebauten Feder 736. Die Testsonde 750
ist eine einzige Einheit und derselben fehlt ein Ge-
hause oder ein Sockel. Die Testsonde 750 sitzt auf ei-
ner entsprechenden Kontaktanschlussflache 512 an
der WIPCB 502 und erstreckt sich durch Lécher in
den Flhrungsplatten 516. Die Testsonde 750 ist
durch die Federkraft der Feder 736 in einem Kom-
pressionskontakt zwischen dem entsprechenden
Testziel 520 des DUT 518 derselben und der entspre-
chenden Kontaktanschlussflache 512 an der WIPCB
502 derselben gehalten, wenn das DUT 518 in einen
Kompressionskontakt mit derselben gebracht ist. Die
Kontaktanschlussflache 512 ist mittels einer Kupfer-
leiterbahn (nicht gezeigt) elektrisch mit einem Test-
ziel 504 an der zweiten Seite der WIPCB 502 verbun-
den.

12/24



DE 697 34 866 T2 2006.08.03

[0072] Eine Testsonde 752 umfasst einen Kolben
754, der sich von einer ersten Seite eines langen,
doppelkopfigen Sockels erstreckt. Die Testsonde 752
umfasst ferner einen kurzen Kolben 786, der sich von
einer zweiten Seite des doppelkopfigen Sockels er-
streckt und auf einer entsprechenden Kontaktan-
schlussflache 512 an der WIPCB 502 sitzt. Der dop-
pelképfige Sockel umfasst eine Federkrafteinrich-
tung, die die Testsonde 752 kompressionsmafig zwi-
schen dem entsprechenden Testziel 520 derselben
und der entsprechenden Kontaktanschlussflache
512 derselben an der WIPCB 502 halt, wenn das
DUT 518 in einen Kompressionskontakt mit dersel-
ben gebracht ist. Die Kontaktanschlussflache 512 ist
mittels einer Kupferleiterbahn (nicht gezeigt) elek-
trisch mit einem Testziel 504 an der zweiten Seite der
WIPCB 502 verbunden.

[0073] Eine Testsonde 756 umfasst einen festen
Kolben, der auf einer Federsonde 758 liegt, die auf
einer entsprechenden Kontaktanschlussflache 512
an der WIPCB 502 liegt. Es ist zu beachten, dass so-
wohl die feste Sonde als auch die Federsonde 758
sich durch zumindest zwei Flhrungsplatten 516 er-
strecken mussen, um die Position der Testsonde 756
sicher beizubehalten. Die Spitze der festen Sonde
der Testsonde 756 ist durch die Federkraft der Feder-
sonde 758 in einem Kompressionskontakt mit einem
entsprechenden Testziel 520 gehalten, wenn das
DUT 518 in einen Kompressionskontakt mit dersel-
ben gebracht ist. Die Kontaktanschlussflache 512 ist
mittels einer Kupferleiterbahn (nicht gezeigt) elek-
trisch mit einem Kontaktziel 504 an der zweiten Seite
der WIPCB 502 verbunden.

[0074] Eine Testsonde 760 umfasst einen Kolben
762, der sich von einer ersten Seite eines langen So-
ckels erstreckt. Die Testsonde 760 umfasst ferner ein
Drahtwickelende 788, das sich von einer zweiten Sei-
te des Sockels erstreckt und auf einer entsprechen-
den Kontaktanschlussflache 512 an der WIPCB 502
sitzt. Der Sockel umfasst einen Federkraftmechanis-
mus, der die Testsonde 760 kompressionsmafig zwi-
schen dem entsprechenden Testziel 520 derselben
und der entsprechenden Kontaktanschlussflache
512 derselben an der WIPCB 502 halt, wenn das
DUT 518 in einen Kompressionskontakt mit dersel-
ben gebracht ist. Die Kontaktanschlussflache 512 ist
mittels einer Kupferleiterbahn (nicht gezeigt) elek-
trisch mit einem Kontaktziel 504 an der zweiten Seite
der WIPCB 502 verbunden.

[0075] Eine Testsonde 764 weist eine flexible, feste
Sonde auf, die sich durch Ldcher in den Fihrungs-
platten 516 erstreckt. Die Testsonde 764 weist ein
erstes Ende, das das entsprechende Testziel 520
derselben an dem DUT 518 berthrt, und ein zweites
Ende auf, das die entsprechende Kontaktanschluss-
flache 512 derselben an der WIPCB 502 beriihrt. Die
Loécher in den Fihrungsplatten 516 sind an vorbe-

stimmten Positionen positioniert, derart, dass, wenn
sich die Testsonde 764 in einem Kompressionskon-
takt mit dem entsprechenden Testziel 520 derselben
des DUT 518 und der entsprechenden Kontaktan-
schlussflache 512 an der WIPCB 502 befindet, sich
die Testsonde 764 kompressionsmalfig biegt, aber
einen Kontakt mit dem entsprechenden Testziel 520
und der entsprechenden Kontaktanschlussflache
512 derselben beibehalt. Die Kontaktanschlussflache
512 ist mittels einer Kupferleiterbahn (nicht gezeigt)
elektrisch mit einem Testziel 504 an der zweiten Seite
der WIPCB 502 verbunden.

[0076] Es ist zu beachten, das andere Typen von
Testsonden in Verbindung mit dem vierten Ausflih-
rungsbeispiel verwendet werden kénnen, das fur das
Verstandnis der vorliegenden Erfindung nutzlich ist.
Das vierte Ausfiihrungsbeispiel, das fir das Ver-
sténdnis der vorliegenden Erfindung nitzlich ist, be-
zieht sich grundlegend auf lange, schiefe oder verti-
kale, selbstbetatigende Federsonden, die durch Fih-
rungsplatten 516 gefiihrt sind, und ein Herstellen ei-
nes elektrischen Kontakts mit Testerschnittstellen-
sonden 500 mittels Kontaktanschlussflachen 512,
Drahtleiterbahnen (nicht gezeigt) und Kontaktzielen
504 einer gedruckten Schaltungsplatine 502 mit
drahtloser Schnittstelle.

[0077] Eine Ausrichtung der gedruckten Schal-
tungsplatine 518 mit der Verschieberhalterung 746
wird mittels Bearbeitungsstiften (nicht gezeigt) beibe-
halten, was auf dem Gebiet eines Platinentests gut
bekannt ist. Eine Ausrichtung zwischen der Verschie-
berhalterung 746 und der Drahtlosschnittstellen-PCB
502 ist mittels Ausrichtungsstiften (nicht gezeigt)
oder einer anderen bekannten Einrichtung beibehal-
ten. Eine Ausrichtung zwischen der drahtlosen Aus-
richtungs-PCB 502 und den Schnittstellensonden
500 ist durch eine Befestigungs- und Verriegelungs-
hardware gesteuert, die auf dem Gebiet von Bestlck-
te-Platine-Testern gut bekannt ist.

[0078] Das Betriebsverfahren der Testhalterung ist
wie folgt. Die Verschieberanordnung 746 wird an der
WIPCB-Anordnung 748 befestigt. Die gesamte Hal-
terung, die die Verschieberanordnung 746 und die
WIPCB-Anordnung 748 umfasst, wird dann an den
regelmaRig beabstandeten Schnittstellensonden 500
an dem Tester befestigt. Als nachstes wird die be-
stiickte gedruckte Schaltungsplatine 518, die getes-
tet werden soll, mittels Bearbeitungsstiften (nicht ge-
zeigt) an der Verschieberhalterungsanordnung 746
platziert. Die Testziele 520 der besttickten gedruck-
ten Schaltungsplatine 518 werden dann durch ir-
gendeine von mehreren bekannten Einrichtungen,
einschlieBlich einer Vakuum-, pneumatischen oder
mechanischen Betatigungseinrichtung, zu dem Tes-
ter hin gebracht. Wenn die gedruckte Schaltungspla-
tine 518 zu dem Tester hin gezogen wird, sind die
Testsonden zwischen den Testzielen 520 der ge-
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druckten Schaltungsplatine 518 und den Kontaktan-
schlussflachen 512 der WIPCB 502 sandwichartig
angeordnet, wobei so ein guter Kontakt mit niedrigem
Widerstandswert zwischen den Spitzen der Testson-
den und den Testzielen 520 hergestellt ist. Die Wisch-
handlung der Spitzen der verschiedenen schiefen
Testsonden Uber die Testziele 520 und die Federkraft
der Testsonden helfen, dass die Spitzen der Testson-
den einen guten Kontakt mit den Testorten 520 her-
stellen, selbst falls ein Flussrest auf Grund aktueller,
unsauberer Bestlckte-Platine-Herstellungsprozesse
an der gedruckten Schaltungsplatine Ubrig ist.

[0079] Mit Bezug auf das schematische Blockdia-
gramm von Fig. 8 sind ein fiinftes und ein sechstes
Ausfuhrungsbeispiel einer Bestiickte-Platine-Geflhr-
te-Sonde-Testhalterung gezeigt, die fir das Ver-
sténdnis der vorliegenden Erfindung nutzlich sind.
Die meisten der Komponenten und Merkmale von
Fig. 8 sind den Komponenten und Merkmalen von
Fig. 5, Fig. 6 und Fig. 7 oben ahnlich und sind mit
den gleichen Nummern nummeriert. Die Hauptunter-
schiede zwischen den Ausflhrungsbeispielen von
Fig. 8 und Fig. 5, Fig. 6 und Fig. 7 werden unten er-
lautert.

[0080] Die Testhalterung des flinften Ausflihrungs-
beispiels, das flir das Verstandnis der vorliegenden
Erfindung nutzlich ist, weist drei Hauptanordnungen
auf. Die erste Hauptanordnung 840 ist eine Verschie-
berhalterung, die eine Reihe von vertikal beabstan-
deten und parallelen Fihrungsplatten 516 aufweist,
die durch feste Stutzen 522, die die Halterung als
eine feste Einheit zusammenhalten, parallel getragen
sind. Die Halterung umfasst ferner ein Array von
schiefen Sonden 526, die sich durch Fuhrungslécher
in den Verschieberfuhrungsplatten 516 erstrecken.
Die schiefen Sonden 526 befinden sich an einer ers-
ten Seite der Verschieberhalterung 840 in Ausrich-
tung mit Testzielen 520 einer bestiickten Schaltungs-
platine 518. Die schiefen Sonden 526 befinden sich
an einer zweiten Seite der Verschieberhalterung 840
in Ausrichtung mit doppelkopfigen Federsonden 854
an einer ersten Seite einer Universalschnittstellen-
platte 852. Die langen, schiefen Sonden 526 werden
verwendet, um einen einfachen Ubergang von den
Zielen 520 mit feinem Abstand an dem Testobjekt
518 und Zielen mit groflerem Abstand (den doppel-
kopfigen Federsonden 854) an der Universalschnitt-
stellenplatte 852 zu ermdglichen, wobei die zweite
Hauptanordnung 850 des flinften Ausflihrungsbei-
spiels, das fur das Verstandnis der vorliegenden Er-
findung nutzlich ist, die Universalschnittstellenplatte
852 ist.

[0081] Die doppelkdpfigen Federsonden 854 erstre-
cken sich durch eine zweite Seite der Univer-
salschnittstellenplatte 852 und stellen einen elektri-
schen Kontakt mit entweder Persénlichkeitsstiitzen
856 oder Personlichkeitszapfen 858 her, die in der

Sondenbefestigungsplatte 524 befestigt sind. Son-
denbefestigungsplatten sind auf dem Gebiet gut be-
kannt; eine derartige Platte ist eine Sondenbefesti-
gungsplatte, die aus einem glasverstarkten Epoxid
hergestellt ist. Die Personlichkeitsstitzen 856 und
die Personlichkeitszapfen 858 erstrecken sich hin-
durch zu einer zweiten Seite der Sondenbefesti-
gungsplatte 524.

[0082] Personlichkeitsanschlussstifte 528 sind an
der zweiten Seite der Sondenbefestigungsplatte 524
eingebettet und die Personlichkeitsanschlussstifte
528 sind elektrisch mit zumindest einer der Person-
lichkeitsstitzen 856 oder der Personlichkeitszapfen
858 durch kurze Drahte 530 verbunden.

[0083] Die Drahtwickelstitzen 532 der Persoénlich-
keitsanschlussstifte 528 durchlaufen Loécher in einer
Ausrichtungsplatte 534, um einen Kontakt mit
Schnittstellensonden 500 des Testers (nicht gezeigt)
herzustellen. Die Schnittstellensonden 500 des Tes-
ters sind in einem vorbestimmten, festen, regelmafig
beabstandeten Muster. Die Ausrichtungsplatte 534
richtet die Drahtwickelstitzen 532 der Persoénlich-
keitsanschlussstifte 528 aus, um der vorbestimmten
Position der Schnittstellensonden 500 zu entspre-
chen. Die dritte Hauptanordnung 842 des flinften
Ausfuhrungsbeispiels, das fur das Verstandnis der
vorliegenden Erfindung nutzlich ist, ist die Einheit der
Sondenbefestigungsplatte 524, die die Personlich-
keitsstitzen 856 und/oder Personlichkeitszapfen 858
und Persodnlichkeitsanschlussstifte 528 enthalt, und
der Ausrichtungsplatte 534, die die Drahtwickelstit-
zen 532 der Persodnlichkeitsanschlussstifte 528 mit
den Schnittstellensonden 500 ausrichtet.

[0084] Eine genaue Ausrichtung der Testhalterung
ist fir einen zuverlassigen Betrieb wesentlich. Eine
Ausrichtung der gedruckten Schaltungsplatine 518
mit der Verschieberanordnung 840 ist mittels Bear-
beitungsanschlussstiften (nicht gezeigt) beibehalten,
was auf dem Gebiet eines Platinentests gut bekannt
ist. Eine Ausrichtung zwischen der Verschieberhalte-
rung 840, der Universalschnittstellenplatte 852 und
der Sondenbefestigungsplatten-/Ausrichtungsplat-
tenanordnung 842 ist mittels Ausrichtungsstiften
(nicht gezeigt) oder einer anderen bekannten Einrich-
tung beibehalten. Eine Ausrichtung zwischen der
Ausrichtungsplatte 534 und den Schnittstellenson-
den 500 ist durch die Befestigungs- und Verriege-
lungshardware gesteuert, die auf dem Gebiet eines
Bestuckte-Platine-Tests gut bekannt ist.

[0085] Das Betriebsverfahren der Testhalterung ist
wie folgt. Die Verschieberanordnung 840 wird an der
Universalschnittstellenplatte 852 befestigt, die an der
Sondenbefestigungsplatten-/Ausrichtungsplattenan-
ordnung 542 befestigt ist. Die gesamte Halterung, die
die Verschieberhalterung 840, die Universalschnitt-
stellenplatte 852 und die Sondenbefestigungsplat-
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ten-/Ausrichtungsplattenanordnung 842 umfasst,
wird dann an den regelmafig beabstandeten Schnitt-
stellensonden 500 an dem Tester befestigt. Als
nachstes wird die bestlickte gedruckte Schaltungs-
platine 518, die getestet werden soll, an der Verschie-
berhalterungsanordnung 840 mittels Bearbeitungs-
stiften (nicht gezeigt) platziert. Die Testziele 520 der
bestlickten gedruckten Schaltungsplatine 518 wer-
den durch irgendeine von mehreren bekannten Ein-
richtungen, einschlieBlich einer Vakuum-, pneumati-
schen oder mechanischen Betatigungseinrichtung, in
Kontakt mit den schiefen Sonden 526 der Verschie-
berhalterungsanordnung 840 gebracht.

[0086] Wenn die gedruckte Schaltungsplatine 518
zu dem Tester (nicht gezeigt) hin gezogen wird, sind
die schiefen oder vertikalen Sonden 526 zwischen
den Testzielen 520 der gedruckten Schaltungsplatine
518 und den doppelkdpfigen Federsonden 854 sand-
wichartig angeordnet, wobei so ein guter Kontakt mit
niedrigem Widerstandswert zwischen den Spitzen
der schiefen Sonden 526 und den Testzielen 520 her-
gestelltist. Die Wischhandlung der Spitzen der schie-
fen, festen Sonden lber die Testziele 520 und die Fe-
derkraft der Federsonden 854 helfen, dass die Spit-
zen der schiefen Sonden 526 einen guten Kontakt mit
den Testorten 520 herstellen, selbst falls ein Fluss-
rest auf Grund aktueller, unsauberer Bestlckte-Plati-
ne-Herstellungsprozesse an der gedruckten Schal-
tungsplatine Ubrig ist. Sobald ein elektrischer Kontakt
zwischen dem DUT und den schiefen Sonden 526
eingerichtet ist, kann ein schaltungsinternes oder ein
Funktionstesten beginnen.

[0087] Die Testhalterung des sechsten Ausfih-
rungsbeispiels, das fir das Verstandnis der vorlie-
genden Erfindung nutzlich ist, weist drei Hauptanord-
nungen auf. Die erste Anordnung 840 ist eine Ver-
schieberhalterung, die eine Reihe von vertikal beab-
standeten und parallelen FiUhrungsplatten 516 auf-
weist, die durch feste Stltzen 522, die die Halterung
als eine feste Einheit zusammenhalten, parallel ge-
tragen sind. Die Halterung 840 umfasst ferner ein Ar-
ray von Verschieberstiften, wie beispielsweise schie-
fe oder vertikale Sonden 526, die sich durch Fuh-
rungslécher in den Verschieberplatten 516 erstre-
cken. Die schiefen oder vertikalen Sonden 526 befin-
den sich an einer ersten Seite der Verschieberhalte-
rung in Ausrichtung mit Testzielen 520 an der ge-
druckten Schaltungsplatine 518. Die schiefen oder
vertikalen Sonden 526 befinden sich an einer zweiten
Seite der Verschieberhalterung 840 in Ausrichtung
mit doppelkdpfigen Federsonden 854 an einer ersten
Seite einer Universalschnittstellenplatte 852. Die
zweite Hauptanordnung des sechsten Ausfiihrungs-
beispiels, das flir das Verstandnis der vorliegenden
Erfindung nutzlich ist, ist die Universalschnittstellen-
platte 852.

[0088] Die doppelkdpfigen Federsonden 854 erstre-

cken sich durch eine zweite Seite der Univer-
salschnittstellenplatte 852 und stellen einen elektri-
schen Kontakt mit Kontaktanschlussflachen 512 an
einer gedruckten Schaltungsplatine mit drahtloser
Schnittstelle (WIPCB) 502 her. Die Kontaktan-
schlussflachen 512 an der ersten Seite der PCB 502
sind elektrisch mit Kontaktzielen 504 an einer zweiten
Seite der PCB 502 verbunden. Die Kontaktziele 504
an der zweiten Seite der WIPCB 502 sind strukturiert,
um Schnittstellensonden 500 des Testers (nicht ge-
zeigt) zu entsprechen. Die Schnittstellensonden 500
des Testers sind in einem vorbestimmten, festen, re-
gelmaRig beabstandeten Muster. Die Drahtlos-
schnittstellen-PCB 502 ermdglicht mittels Kupferlei-
terbahnen von den Kontaktanschlussflachen 512, die
den Positionen der doppelkdpfigen Federsonden 508
entsprechen, zu den Kontaktzielen 504, die den Po-
sitionen der Schnittstellensonden 500 des Testers
entsprechen, dass die doppelkopfigen Federsonden
854 den vorbestimmten Positionen der Schnittstel-
lensonden 500 entsprechen. Die dritte Hauptanord-
nung 548 des sechsten Ausflhrungsbeispiels, das
fur das Verstandnis der vorliegenden Erfindung niitz-
lich ist, ist die Einheit der WIPCB 502, die die doppel-
kopfigen Federsonden 508 mit den Schnittstellen-
sonden 500 ausrichtet.

[0089] Eine Ausrichtung der gedruckten Schal-
tungsplatine 518 mit der Verschieberhalterung 840 ist
mittels Bearbeitungsstiften (nicht gezeigt) beibehal-
ten, die auf dem Gebiet eines Platinentests gut be-
kannt sind. Eine Ausrichtung zwischen der Verschie-
berhalterung 840 und der Universalschnittstellenplat-
te 852 ist mittels Ausrichtungsstiften (nicht gezeigt)
oder einer anderen bekannten Einrichtung beibehal-
ten. Eine Ausrichtung zwischen der Universalschnitt-
stellenplatte 852 und der Drahtlosschnittstellen-PCB
502 ist mittels Ausrichtungsstiften (nicht gezeigt)
oder durch eine andere bekannte Einrichtung beibe-
halten. Eine Ausrichtung zwischen der drahtlosen
Ausrichtungs-PCB 502 und den Schnittstellensonden
500 ist durch eine Befestigungs- und Verriegelungs-
hardware gesteuert, die auf dem Gebiet eines Be-
stuckte-Platine-Tests gut bekannt ist.

[0090] Das Betriebsverfahren der Testhalterung ist
wie folgt. Die Verschieberanordnung 840 wird an der
Universalschnittstellenplatte 850/WIPCB-Anord-
nung 848 befestigt. Die gesamte Halterung, die die
Verschieberanordnung 840 und die Universalschnitt-
stellenplatte 850/WIPCB-Anordnung 848 umfasst,
wird dann an den regelmafig beabstandeten Schnitt-
stellensonden 500 an dem Tester befestigt. Als
nachstes wird die bestiickte gedruckte Schaltungs-
platine 518, die getestet werden soll, mittels Bearbei-
tungsstiften (nicht gezeigt) an der Verschieberhalte-
rungsanordnung 840 platziert. Die Testziele 520 der
bestuckten gedruckten Schaltungsplatine 518 wer-
den dann durch irgendeine von mehreren bekannten
Einrichtungen, einschliellich einer Vakuum-, pneu-
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matischen oder mechanischen Betatigungseinrich-
tung, zu dem Tester hin gebracht. Wenn die gedruck-
te Schaltungsplatine 518 zu dem Tester hin gezogen
wird, sind die schiefen oder vertikalen, festen Sonden
526 zwischen den Testzielen 520 der gedruckten
Schaltungsplatine 518 und den doppelkdpfigen Fe-
dersonden 854 sandwichartig angeordnet, wobei so
ein guter Kontakt mit niedrigem Widerstandswert zwi-
schen den Spitzen der schiefen oder vertikalen, fes-
ten Sonden 526 und den Testzielen 520 hergestellt
ist. Die Wischhandlung der schiefen, festen Sonden
526 (ber die Testziele 520 und die Federkraft der
doppelkopfigen Federsonden 854 helfen, dass die
Spitzen der schiefen Sonden 526 einen guten Kon-
takt mit den Testorten 520 herstellen, selbst falls ein
Flussrest auf Grund aktueller, unsauberer Bestlick-
te-Platine-Herstellungsprozesse an der gedruckten
Schaltungsplatine Ubrig ist.

[0091] Die vorhergehende Beschreibung der vorlie-
genden Erfindung wurde zu Darstellungs- und Be-
schreibungszwecken vorgelegt. Dieselbe soll nicht
erschopfend sein oder die Erfindung auf die prazise,
offenbarte Form begrenzen, und andere Modifikatio-
nen und Variationen kdnnen angesichts der obigen
Lehren mdglich sein. Beispielsweise kénnte die Ver-
schieberhalterung ausgefrast sein, um noch mehr Ty-
pen von Testsonden aufzunehmen, wie beispielswei-
se die gréReren Testsonden vom kapazitiven und in-
duktiven Typ. Ferner kénnten zwei Geflihrte-Son-
de-Testhalterungen in einem Tester vom Muschel-
schalentyp verwendet werden, um gedruckte Schal-
tungsplatinen zu testen, die an beiden Seiten mit
elektronischen Komponenten bestlickt sind oder an
beiden Seiten Testziele aufweisen.

[0092] Ferner kénnte die Gefiuihrte-Sonde-Testhal-
terung der vorliegenden Erfindung in Verbindung mit
einem automatischen Tester verwendet werden, um
gedruckte Schaltungsplatinen zu testen, die an bei-
den Seiten mit elektronischen Komponenten be-
stlckt sind oder an beiden Seiten Testziele aufwei-
sen. Das erste Ausflihrungsbeispiel wurde gewahlt
und beschrieben, um die Prinzipien der Erfindung
und die praktische Anwendung derselben am besten
zu beschreiben, um dadurch zu ermdglichen, dass
andere Fachleute auf dem Gebiet die Erfindung in
verschiedenen Ausfiihrungsbeispielen und verschie-
denen Modifikationen am besten verwenden, die fir
die spezielle, betrachtete Verwendung geeignet sind.

Patentanspriiche

1. Eine Geflihrte-Sonde-Testhalterung zum elek-
trischen Verbinden eines oder mehrerer Be-
grenzt-Zugriff-Testziele (520) auf einer bestlickten
Testschaltungsplatine (518) mit Schnittstellensonden
(500) eines Testers, wobei die Geflihrte-Sonde-Test-
halterung folgende Merkmale aufweist:

a) eine oder mehrere langliche, feste Testsonden

(526);

b) eine Mehrzahl von parallelen Flhrungsplatten
(516), die eine erste Seite und eine zweite Seite auf-
weisen, wobei die Mehrzahl von parallelen Fihrungs-
platten (516) Durchgangslécher bei vorbestimmten
Positionen aufweist, derart, dass jede der einen oder
mehreren langlichen, festen Testsonden (526) sich
durch die Durchgangslécher in der Mehrzahl von pa-
rallelen FUhrungsplatten (516) erstreckt und sich mit
einem Entsprechenden des einen oder der mehreren
Begrenzt-Zugriff-Testziele (520) an der ersten Seite
der Mehrzahl von parallelen Fihrungsplatten (516) in
einer Linie ausrichtet;

c) eine Sondenbefestigungsplatte (524) an der zwei-
ten Seite der Mehrzahl von parallelen Fuhrungsplat-
ten (516) zwischen der Mehrzahl von parallelen Fih-
rungsplatten (516) und den Schnittstellensonden
(500) des Testers;

d) eine oder mehrere Federsonden (514), die in der
Sondenbefestigungsplatte (524) befestigt sind, wobei
jede der einen oder mehreren Federsonden (514)
sich mit einer Entsprechenden der langlichen, festen
Testsonden (526) an der zweiten Seite der Mehrzahl
von parallelen Fihrungsplatten (516) in einer Linie
ausrichtet;

e) einen oder mehrere Personlichkeitsanschlussstifte
(528), die Drahtwickelstutzen (532) aufweisen und in
der Sondenbefestigungsplatte (524) befestigt sind,
wobei jeder der Persdnlichkeitsanschlussstifte (528)
mittels einer Drahtwickelung (530) zwischen den Fe-
dersonden (514) und den Drahtwickelstitzen (532)
mit zumindest einer der Federsonden (514) elek-
trisch verbunden ist; und

f) eine Ausrichtungsplatte (534), wobei die Drahtwi-
ckelstitzen (532) der Persodnlichkeitsanschlussstifte
(528) sich durch die Ausrichtungsplatte in einer der-
artigen Weise erstrecken, dass jede der Drahtwickel-
stitzen (532) sich mit einer entsprechenden Schnitt-
stellensonde (500) des Testers in einer Linie ausrich-
tet, wenn die Gefiihrte-Sonde-Testhalterung an dem
Tester befestigt ist.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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